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Zaawansowane techniki badawcze do charakteryzacji mikrostruktury i wtasciwosci materiatow
Wydziat Inzynierii Materiatowej Politechniki Warszawskiej

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie zaawansowangtod badawczych,
stosowanych do identyfikacji i opisu struktury miaw oraz badaich wiasciwosci
mechanicznych. Zapoznanie z zasadami dziataniecpeg6lnych przyeddéw badawczych
ich mazliwosciami wykorzystania oraz interpretacji uzyskiwanyeynikéw. Umaliwiony
bedzie bezpéredni kontakt z uradzeniami badawczymi.

Omoéwione i zaprezentowane zostarastpujace techniki badawcze:

» Dyfraktometria rentgenowska (XRD) w zastosowaniu d@reilania statych
sieciowych materiatow o strukturze krystalicznefj tekstury, odksztatéesieci (stan
napezen) oraz wielkdci krystalitow.

» Elektronowa mikroskopia transmisyjna (TEM i STEM) zastosowaniu do bafla
strukturze mikro- i nanokrystalicznej oraz amonfieg wraz metodami preparatyki
prébek (z uwzgldnieniem urzdzenia FIB (Focus lon Beam)). Zaprezentowane
zostam mazliwosci obrazowania struktury na wdzeniu FIB.

» Elektronowa mikroskopia skaningowa (SEM) i jej wykgstanie .O méwione zostan
réznorodne rodzaje kontrastu w SEM i ich interpretagjabadaniach topografii
powierzchni,  faktograficznych, badaniach  orientacjikrystalograficznych
poszczegolinych elementow mikrostruktury, badaniach elementow
potprzewodnikowych, obserwacji domen magnetycznych.

* Mikroanaliza rentgenowska w zastosowaniu do ha@&asciowych i ilosciowych
skladu chemicznego elementéw mikrostruktury mali@na powierzchniowego
rozmieszczenia pierwiastkdw (mapping) i liniowegmwemieszczenia pierwiastkow
(profile dyfuzyjne). Omodwione zostanmozliwosci analizy mikroobszarow o
wymiarach mniejszych od zdolfm rozdzielczej metody (cienkie warstwy
powierzchniowe i uklady wielowarstwowe osadzone fitych podiazach,
mikroobszary potgone przy granicy medzyfazowej, strefy dyfuzyjne z gradientem
skladu chemicznego, mateastki).

* Rentgenowska tomografia komputerowa w zastosowarducharakteryzowania
wiasciwosci  struktury i architektury wewgtrznej materialu (wfczapc w to ich
kompleksowy opis iléciowy) z wysok rozdzielczdécia siegajpca nawet 200 nm.
Obrazowanie 3D rozmieszczenia elementéw mikrostnykiateriatow.

* Metody nieniszcazce badania materiatdw (defektoskopia ultsaidkowa, metoda
emisji akustycznej, metoda goidw) i ich zastosowanie w skali laboratoryjnej i
przemystowej

e Badania wiaciwosci mechanicznych materiatdbw (statyczne i ez@eniowe)
materiatdw o strukturze mikrokrystalicznej, nanakaficznej i amorficznej

Po wyktadach, w ramach 3 godzinnego laboratoriuapyezentowane zostaposzczegolne
urzadzenia badawcze i sposoby wykonywania analiz oraggptowania probek do batla



